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　今回の特集は超高圧電子顕微鏡連携ステーションにおいて

中心的な役割を担ってくださっている先生方に執筆をお願い

し，新しい時代の超高圧電子顕微鏡のポテンシャルと将来像

を語っていただきました．電子顕微鏡のレンズが本質的に有

する球面収差を補正することが商業的にも可能となってきて

いる昨今，超高圧電子顕微鏡は単に分解能を追うだけではな

く，電子のエネルギーを高くすることによる利点を積極的に

材料の構造解析や生体の組織観察に応用することが求められ

ています．そのようなニーズを背景にしつつ，電子線の高い

透過能を利用した三次元トモグラフィー，環境セル型試料室

を用いたその場観察，エネルギー分析機能や厚い試料とエネ

ルギーフィルター法との組み合わせ，照射実験等の様々な分

野で超高圧電子顕微鏡は独特の存在価値と可能性を我々に示

してくれています．この特集号を通じ，こういった超高圧電

顕ならではの特徴を会員のみなさまに少しでもお伝えること

ができれば，私ども編集委員として非常にうれしく思いま

す．また，改めてこの場をお借りしましてご執筆いただきま

した先生方に御礼申し上げる次第です．

　このように超高圧電子顕微鏡は極めて強力な解析手段であ

ることは疑いのない事実なのですが，もう一つの大きな特徴

はこのような超高圧電顕が連携ステーションなどの枠組みを

通して，日本だけではなく広く世界の研究者がアクセスでき

る体制が整っているということです．確かに 20–30 万ボルト

の電子顕微鏡の性能が大幅に向上していますが，この特集に

触れられているように超高圧でなくてはできないハイエンド

の解析手法も数多くあり，そういった手段を必要に応じて利

用できるということは研究者として非常に心強いことではな

いでしょうか．そういった意味からもこの顕微鏡を通したコ

ミュニティーがこの和文誌を通じてさらに拡がっていくこと

を祈念して，編集後記に代えさせていただきます．

（東北大学金属材料研究所　今野豊彦）
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